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Dunnschichten und (polymer-)funktionalisierten Oberflachen
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Die am Institut fir Angewandte Materialien (IAM-ESS) des KIT, Campus Nord, angesiedelte
Arbeitsgruppe  beschaftigt sich seit mehr als zwei Jahrzehnten mit der
oberflachenanalytischen  Charakterisierung von  Grenzflachen und  funktionalen
Dunnschichten. Hierfir wird im Wesentlichen die Rdntgen-Photoelektronenspektroskopie
(XPS, X-ray photoelectron spectroscopy) eingesetzt, da sie neben Elementnachweis und
Quantifizierung auch die Speziation erlaubt. Darliber hinaus sind mittels winkelaufgeloster
XPS auch zerstorungsfrei Aussagen zur geometrischen (Molekdl-)Orientierung in 1-6 nm
dicken Filmen maglich.

Nach einer Einfuhrung in die Grundlagen der Methode wird die Leistungsfahigkeit von XPS
an aktuellen Beispielen aus den Themenbereichen Core/Shell-Nanopartikelschichten,
nanoskalige Gradientenmembranen und (polymer-) modifizierter Oberflachen demonstriert.



